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Tranzystorowy defektoskop magnetyczny
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Przedmiotem wynalazku jest tranzystorowy de-
fektoskop magnetyczny z odpowiednim ukladem
pomiarowym, ktéry umozliwia wykrywanie roéz-
nych wad, w szczeg6lnosci ubytkéw, wtrgcenr oraz
koncentracji naprezen w badanych materialach.

Znane s3 lampowe defektoskopy 'magnetyczne
z ukladem pomiarowym, opartym na zasadzie
mostkowej z pojedynczymi uzwojeniami na rdze-
niu wzorcowym i pomiarowym lub na zasadzie
roznicowej. Uklad pomiarowy jest zasilany z sieci
i nie daje sie dokladnie wyzerowaé¢ z powodu zbyt
duzego wspodlczynnika zawartoSci harmonicznych
w sieci oraz z powodu niejednakowego magneso-
wania rdzeni. Wystepujgce przy badaniu grubych
elementéw, metodami réznicowymi, straty spowo-
dowane prgdami wirowymi i op6Znieniem magne-
tycznym powodujg przesuniecie faz napiecia na
uzwojeniu pierwotnym i wtérnym. Zjawisko to
wplywa réwniez niekorzystnie na dokladnosé ze-
rowania. Urzgdzenia te sg nieprzeno$ne i wyma-
gaja zasilania z sieci.

Wady znanych defektoskopéw usuwa tranzysto-
rowy defektoskop magnetyczny wedlug wynalaz-
ku skladajgcy sie z tranzystorowego generatora,
ktéry zasila odpowiednio opracowany uklad po-
miarowy oraz z tranzystorowego wzmacniacza re-
zonansowego, majacego na celu wzmacnianie pra-
déw niezré6wnowazenia.

Na rysunku fig. 1 przedstawia schemat blokowy
tranzystorowego defektoskopu wedlug wynalazku
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a fig. 2 — schemat ideowy ukladu pomiarowego.
W skiad defektoskopu wchodzg tranzystorowy
generator I, uklad pomiarowy II oraz tranzystoro-
wy wzmacniacz rezonansowy III (fig. 1). Genera-
tor I, stanowi ukiad o malej zawartosci harmonicz-
nych i malej opornosci wyjsciowej, przy czym cze-
stotliwo$§é generatora wynosi okoto 50 Hz. Wzma-
cniacz III jest ukladem selektywnym, nastrojonym
na czestotliwo§é generatora I i posiada stroma
krzywa rezonansowg. Zmiana czestotliwosci na
przyklad o 2 Hz powoduje zmniejszenie wzmo-
cnienia przeszio dwukrotnie. Uklad pomiarowy II
(fig. 2) sklada sie z ekranowanych rdzeni wzorco-
wego r i pomiarowego r’ z uzwojeniami pierwot-
nymi L1 i L’1 oraz uzwojeniami wtérnymi L2 i L’2
obu rdzeni r i r’ z konldensatora C oraz zespolu po-
tencjometréw P1, P’1, P2, P2 i P3. ;
Sygnal z generatora jest doprowadzony na wej-
§cie A i B ukladu pomiarowego i przez potencjo-
metry P2 i P’2 do uzwojeh pierwotnych LI i L’1
rdzenia wzorcowego r i pomiarowego r’. Od polo-
zenia suwakoéw potencjometréw P2 i P’2 zalezy sto-
pten namagnesowania obu rdzeni oraz proébki
a \tym samym zawarto$é harmonicznych w uzwo-
jeniach wtérnych L2 i L’2 tych rdzeni. Wraz ze
zmiang polozen suwakéw potencjometréw P2 i P2
zmieniaja si¢ natezenia i fazy pradéw plyngcych
przez uzwojenie L1 i L’1. Do kompensacji przesu-
nieé faz tych pradéw stuzy kondensator C oraz po-
tencjometr P3, ktére sg wigczone w obwéd uzwo-
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jen pierwotnych L1 i L’1 rdzeni r i r’. Uzyskanie
jednakowej zawartosci harmonicznych napiecia na
uzwojeniach wtérnych L2 i L’2 oraz skompenso-
wanie przesuniecia faz umozliwia wyzerowanie
ukladu potencjometrami P1 i P’1. Potencjometry P1
i P2 sluzg do regulacji wstepnej, natomiast poten-
cjometry P’1 i P’2 do regulacji dokladnej. JeSli za-
miast jednolitego materialu proébki, dla ktérego
przeprowadzono zerowanie, miedzy Koncéwkami
rdzenia pomiarowego r’ znajdzie sie¢ materiat z wa-
da, na wyjsciu CD ukladu (fig. 2) wystapi pewne
napiecie niezréownowazenia. Na wielko$é tego na-
piecia wplywajg dwa czynniki; to jest zmiana
opornosSci magnetycznej .obwodu magnetycznego
zlozonego z rdzenia pomiarowego r’ i prébki oraz
silniejsze magnesowanie okolic wady. Pierwszy
z czynnikéw powoduje zmiane amplitudy napiecia
indukowanego w uzwojeniu L’2, a drugi — zmiane
iloSci harmonicznych tego napiecia oraz przesunie-
cie jege fazy, poprzez zmiane w rozkladzie prgdoéw
wirowych w prébce.

Pomiar tranzystorowym defektoskopem wedlug

wynalazku przeprowadza sie w ten sposéb, ze przy- °

klada sie koncowki rdzenia pomiarowego r’ do ba-
danego materialu E w miejscu, o ktérym wiadomo,
Ze nie ma wad. Po wilgczeniu zrodia zasilania ze-
ruje sie ukiad pomiarowy II za pormocg potencjo-
metréw P1, P2, P3, P’1 i P’2. Wyzerowanie powin-
no by¢ bardzo staranne tak, aby wskazéwka mier-
nika znalazla si¢ w polozeniu zerowym. W celu
wykrycia wady w badanym materiale przesuwa sie
sonde defektoskopu po powierzchni tegoz materia-
lu. Wychylenie miernika wskazuje na obecnost
wady i jest w przyblizeniu miarg jej wielkoS§ci. Po
przeprowadzonym pomiarze wylgcza sie Zrédlo za-
silania.

W przypadku, gdy zachodzi trudnosé w ustale-
niu miejsca bez wady w badanym materiale, nale-
zy wyzerowaé defektoskop w jakimkolwiek miej-
scu. Przesuwajac sonde defektoskopu po badanym
materiale malezy sprawdzié czy zerowanie utrzy-
muje sie na wiekszej cze§ci badanej pewierzchni
4 nie utrzymuje sie tylko w niektérych jej punk-
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tach czy tez odwrotnie. Pierwszy przypadek wska-
zuje, ze zerowanie przeprowadzono w miejscu bez
wady, w drugim za$§ przypadku nalezy powtdrzyé
zerowanie w innym miejscu.

Tranzystorowy defektoskop magnetyczny we-
dlug wynalazku daje zadawalajgca wykrywalno$é
wad polegajgcych na ubytkach, wtraceniach oraz
koncentracji naprezen, co osigga sie dzieki zasto-
sowanemu ukladowi pomiarowemu. W przypadku
zmiany ksztaltu rdzenia pomiarowego, bez jakiej-
kolwiek jednak zmiany schematu, mozna badaé
spoiny, zgrzeiny, grubos§¢ blach z materialéw fer-
romagnetycznych, grubo$§é pokryw na materiatach
ferromagnetycznych i inne. Wszystkie badania
przeprowadzone defekitoskopem wedlug wynalaz-
ku nie niszczg badanego materiatu. Bazujgc na ele-
mentach ogélnie dostepnych mozna uzyskaé wy-
miary gabarytowe defektoskopu w granicach
200 X 120 XX 50 mm oraz ciezar do 300 g.

Zastrzezenie patentowe

Tranzystorowy defektoskop magnetyczny, skla-
dajacy sig z tranzystorowego generatora i tranzy-
storowego wzmacniacza rezonansowego oraz ukila-
du pomiarowego, znamienny tym, ze uklad pomia-
rowy (II) jest wyposazony w rdzen wzorcowy (r)
i rdzeh pomiarowy (r’) z uzwojeniami pierwotny-
mi (L1iL’1)i uzwojeniami wtérnymi (L2 i L’2) obu
rdzeni (r i r’) oraz w kondensator (C) i zespél po-
tencjometrow (P1, P’1 P2, P2 i P3), przy czym kon-
densator (C) i potencjometr (P3) sa wlgczone w
uklad uzwojen pierwotnych (L1 i L’1) rdzeni
(r i ), w celu skompensowania przesuniecia faz
napiecia na uzwojeniach wtérnych (L2 i L’2) rdze-
ni r i 7’), potencjometr (P2) za$ jest wiaczony w
uklad uzwojer’; (L1 i L’1) co umozliwia magneso-
wanie rdzeni (r i r’) przy réznych grubosciach ba-
danych elementéw tak, aby w uzZwojeniach wtér-
nych (L2 i L’2) ptynely prady o tej samej zawarto-
§ci harmonicznych, natomiast potercjometr (P1)
wilgczony w ukiad uzwojen wtérnych (L2 i L’2) ze-
ruje uktad pomiarowy (II).
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